1.4 Mikroskopie lateralni sily (LFM — Lateral Force Microscopy)

Mikroskopie lateralni sily (LFM) vychazi z vyhodnoceni pficného ohybu (krutu)
raménka, ke kterému dochazi v disledku rozlozeni sil na raménku umisténém rovnobézné
k rovin€ povrchu vzorku. LFM je wuziteny pro zobrazeni zmén, vyplyvajicich
z nehomogenit povrchu (zména koeficientu tfeni), a také pro ziskdni obrazu povrchi
tvofenych stupnovitymi nerovnostmi (hranami).

Jak je naznaceno na obr. 1-8, laterdlni ohyb raménka obvykle vyplyva ze dvou
pfi¢in: zmény tfeni a zmény naklonu.
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Obr. 1-8 Znazornéni pficin vzniku lateralni sily — tfenim (nahoie) a sklonem (dole)

V prvnim pfipad¢ (obrazek nahote) hrot prochéazi ptes oblasti z odlisSnych materiald,
charakterizovanych riznymi koeficienty tfeni. Ve druhém piipadé (obr. dole) se mize
raménko zkroutit v disledku kontaktu se strmym naklonem. Pro odd¢€leni obou efektii by
m¢l byt obraz v LFM a AFM rezimech pofizovan soucasné.
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Obr. 1-9 Odlisnost principtt AFM (nahote) a LFM (dole)
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LFM uziva k detekci ohybu raménka pozi¢né-citlivy fotodetektor, podobné jako
AFM. Rozdil je v tom, Zze u LFM je detektor schopen registrovat i zkrouceni raménka, tedy
zménu pricné sily. Obr. 1-9 zndzoriiuje rozdily mezi obéma zptisoby detekce u obou metod
(vertikalni zmény — AFM, pii¢né — LFM).

AFM uzivéa dvouprvkovy pozi¢né citlivy fotodetektor rozdéleny rovnomérné na dvé
casti (A a B). LFM vyzaduje detektor se ¢tyfmi kvadranty A az D. Porovnanim signala
zkvadranti A a C vzhledem kB a D mlizeme snimat zmény pii¢nych sil z ohybu
raménka. Systémy na odpovidajici Urovni jsou schopny snimat soucasné signaly
generované obéma metodami (AFM a LFM).
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